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第 2 章では， CAD リンク電子ビームテストシステムの概要およびこのシステムを用いた従来の故障追跡法について
説明し，このシステムを用いて VLSI の故障追跡を行う際の問題点を挙げている。
第 3 章では， CAD レイアウトからの逐次回路抽出法について述べている。まず，階層構造化された CAD レイアウ
トデータから効率的に回路抽出を行う為のデータ構造について述べ，つぎにこのデータ構造を利用して回路抽出を行
う手順を述べている。最後に，この手法を加算器のレイアウトデータに適用した例を示し，その有用性を示している。
第 4 章では，信号の流れの向きに関する情報が記述されていない回路データを用いて，階層的に故障を追跡し， ト
ランジスタレベルで、故障箇所を指摘するアルゴリズムを提案している。次に，このアルゴリズムを実際の VLSI の回路
データに適用し，提案したアルゴリズムの有用性を示している。






本論文は， CAD データベースと結合した電子ビームテストシステムを用いて， VLSI の故障を正確かつ迅速に追跡
するための新しい手法を提案し，これらの手法を VLSI の故障追跡に適用した一連の研究をまとめたものである。得ら
れた主な成果は次の通りである。










(4) 構築した自動故障追跡システムを， CMOS 画像処理プロセッサに適用し，トランジスタレベルで故障箇所を正
しく指摘できることを示している。
以上のように，本論文は CAD リンク電子ビームテストシステムによる VLSI の故障追跡に関して多くの新しい知
見を含んでおり，情報システム工学および集積回路工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論
文として価値あるものと認める。
